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Laboratorio de Microscopia

Equipo principal:

EDS — X-Max N50 - Oxford Instruments -
EBSD — NordlysNano Oxford Instruments

Electronica

e SEM JSM-6510LV JEOL - filamento W y LaB6 — con SE- BSE

 SEM DSM 982 GEMINI FEG - ZEISS - con SE-

carbono en fibra.

Laboratorio de preparacion de muestras [GMA]\

 Metalizadora marca Denton Vacuum, modelo Denton Desk V

Para evaporar metales nobles, incluye accesorio para la evaporacion de

* Pulidora metalografica marca Bihler, modelo EcoMet 30

Con cabezal Semi-Automatico
* Incluidora marca Praxis, modelo MP2-30

A
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eaciones de aluminio

eaciones de magnesio

e Aceros

Materiales magneticos

Analisis de Soldaduras

Analisis de Fracturas

Areas de Trabajo

eaciones nanoestructuradas, Nano— Cuasicristalinas .

Deposiciones por ablacion laser

e Recubrimientos cuasi cristalinos

e Peliculas semiconductoras

Semiconductores

Peliculas delgadas

Rellenos 6seos base hidroxiapatita

Materiales Arqueologicos. Analisis para museos

/ Prestacion de servicios \

* Caracterizaciéon de composicién por EDS

* Préoximamente aplicacién de técnicas EBSD

* Microestructura

* Asistencia a materias de grado, postgrado y
doctorado.

* Materiales arqueoldgicos

Se brindan servicios a investigadores, grupos

V4

de investigacidn, universidades, empresas y

Qa rticulares.

/ Capacitacién

Demostraciones a materias de grado:

~

* Fisica del Estado Sélido

* Metalog rw

e Fisica lll

~

* Metalurgia fisica

\- Procesamiento de Materiales

Mantenimiento y asistencia
técnjcajde los equipos

Reparacion técnica:
e JEOL — Ing. Luciano Rodriguez — COASIN SA

e ZEISS — EDS - EBSD [
Carl Zeiss Microscopy

ford] Ing. Carlos Péralta

* Mantenimiento del laboratorio
Técnico Asociado Javier Faig
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